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UV/VIS/NIR-SPEKTROMETER FUR DIE

SCHICHTDICKENMESSUNG AN TRANSPARENTEN PROBEN

In allen Industriezweigen begegnen uns
Werkstoffe, die zur Verbesserung ihrer Einfallender Refleklierter  Refiektierter
Eigenschaften mit diinnen transparenten Lichtstrahl Teilstrahi 1 Teilsiranl 2
Schichten unterschiedlichster Zusammen-
setzung Uberzogen werden: Fenster-
glaser erhalten neue Reflexions- und
Absorptionseigenschaften, an Keramiken
werden die Abperleigenschaften von
Wasser verbessert, Metalle erhalten
Uberziige zum Schutz vor Korrosion oder
zur Verbesserung der Gleiteigenschaften.
Eine wichtige Rolle spielen transparente

Schichten auch in der Halbleiter- und Transparente Schicht Schichtdicke
Kunststoffindustrie. Damit gewinnt die

Schichtdickenmessung sowohl im Labor Substral oder Luit

als auch wahrend des Produktionsprozes-

ses eine herausragende Bedeutung. Das Interferenzmodell

Das Messprinzip

Auf eine transparente Schicht eingestrahltes Licht wird sowohl an der oberen als auch an der
unteren Grenzflache teilreflektiert. Durch die Uberlagerung der beiden reflektierten Strahlen ergibt
sich ein spezifisches Interferenzspektrum, dessen Erscheinungsform zum einen vom
Brechungsindex der durchstrahlten Schicht und zum anderen von deren Schichtdicke bestimmt
wird. Dieses Phanomen der Weilllichtinterferenz kann man z. B. sehr gut an Seifenblasen
beobachten, die im Licht scheinbar in allen Farben schillern. Ist der Brechungsindex bekannt, so
lasst sich die gesuchte Schichtdicke Giber eine Fourier-Transformation aus dem Interferenzspektrum
berechnen. Auf diese Weise ist es auch im laufenden Prozess mdéglich, die Dicken von
transparenten Einzel- und Doppelschichten an Werkstoffen berthrungs- und zerstdrungsfrei zu
bestimmen.

Systemldsung

tech liefert hochwertige OEM Komponenten sowie
Spektrometersysteme im kompakten Design auf
Basis modernster Diodenarray- und Fiberoptic-
Technologie fir die Schichtdickenmessung im
UV/VIS/NIR-Bereich. Mit hohen Messfrequenzen
im Millisekunden-Bereich lassen sich Einzel- und
Doppelschichten von 0.1 bis 100 um Dicke bestim-
men. Fir kontinuierliche Messungen eignet sich
hervorragend ein Gerat der MultiSpec-Serie, das
mit seinem 19“-Format leicht in den Prozessaufbau
integriert werden kann. Fur Laboranwendungen
wird ein besonders preisginstiges Gerat der
Evaluation Line angeboten, das auch als Akku-
version mobil einsetzbar ist. Die verwendeten
MMS-Spektralsensoren von Carl Zeiss garantieren
aufgrund ihres monolithischen Aufbaus eine
ausgezeichnete Wellenlangenlangzeitstabilitdt und Schichtdickenmessungen im Labor mit Evaluation Line
damit  Schichtdickenmessungen  mit  hoher
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Die Auswerte-Software

Die speziell fur die Schichtdickenmessungen ent-
wickelte Software TE""*""® UV/Vis uiberzeugt durch ihre
einfache Bedienbarkeit und ermdéglicht die schnelle

» Interferenz-
Spektrum

Ausgabe der Schichtdicke von wahlweise Einzel- oder a0 e 20 el 0

Wivelength [

Doppelschichten. Neben dem gemessenen Interfe-
renzspektrum werden das berechnetes FFT-Spektrum
und der Messwert in Ubersichtlicher Form angezeigt.
Die Messung kann kontinuierlich mit automatischer
Speicherung der Ergebnisse durchgefiihrt werden.

» FFT-Spektrum

» berechnete
Schichtdicke
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Seit 1993 hat sich tec5 auf die Entwicklung von
faseroptischen  Spektrometersystemen  auf
Basis der modernen Diodenarraytechnologie
spezialisiert und kann daher erfolgreich auf ei-
nen langen Erfahrungshorizont mit zahlreichen
Anwendungen zuruickblicken. Wir bieten unse-
ren Kunden sowohl Komponenten fir eigene
Entwicklungen als auch komplette Systeme an,
die individuell den gegebenen Anforderungen
angepasst werden kénnen.

Fur weitere Informationen stehen Ihnen unsere
Techniker, Software- und Applikationsspezia-
listen jederzeit gerne zur Verfiigung und freuen
sich Uber lhren Anruf!

Schichtdickenmessungen im Prozess mit
der MultiSpec-Serie
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